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Einflhrung

1 Ubersicht

Einfihrung

Mit den ATM-Optionen erweitern Sie die Anwendungen des Advanced Network Testers

ATM R

ANT-20SE fur den Einsatz in ATM-Netzen. Melimethoden und Bedienoberflache sind gezielt
fur die Einsatzfalle an Teilnehmerzugangs- und Netzschnittstellen (UNI/NNI) entwickelt wor-

den.

» Sie prifen mit diesen Optionen wichtige Performance-Parameter von ATM-Netzen und

ATM-Netzelementen.

» Sie testen mit dem flexiblen Zell-Generator wichtige Policing- und Alarm-Funktionen.
» Sie testen ATM-Pfade und -Kanéle mit dem ATM-BERT.
» Sie bestimmen mit der Assembly-/Reassembly-Funktion die Dienstqualitat (QoS) im "ATM

Adaption Layer" (AAL-1).

» Sie prifen die ATM-Alarm-Sensoren der Netzelemente.
* AuBBerdem bieten die ATM-Optionen Applikationen fur den bereits heute kommerziell ange-
botenen ATM-Dienst “Circuit Emulation”.

Die ATM-Optionen fir den ANT-20SE bestehen aus dem ATM-Grundmodul und zusétzlichen
Rahmenstrukturen bzw. Mappings. Sie kdnnen alle ATM-Optionen in das Grundgeréat integrie-
ren und mit anderen ANT-20SE-Optionen kombinieren, wie z.B. den Jitter- oder STM-16-Mo-

dulen.

Mit einem einfachen Tastendruck konfigurieren Sie die Schnittstellen von Sender und/oder

Empfanger auch unabhangig voneinander. Somit messen Sie auch an Halbkan&len von inter-
nationalen Gateways (SDH/SONET), Network Terminations (NT), Terminal Adapters (TA), ATM
Service MUX bzw. ATM Cross Connects (DXC) und Medium Adapters (ATM-Umsetzer).

ATM Service MUX

AT Service

2 M biv's
G103

Ubertragung ATM Switch

ATM-Werbindung

X

oooooooooono
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w /

1.5 Wbitls X 0s-3

703 STS-1

Private A TM-Yermittiung

:H: o }{ E-4
Qc-3 E-3
ac-12 STh4 E-1
Qc-42 SThHE

Offentliche A TM-Vermittiung
Cross Connect

Bild E-1 Die flexible Gestaltung der ATM-Funktionen im ANT-20SE erlaubt den Einsatz an allen

Schnittstellen
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2 Anwendungen

2.1 Vollstandiger ATM-Bitfehlerratentest (ATM-BERT)

Der Bitfehlerratentest ist auch fiir ATM-Netze eine grundlegende MeRmethode, um schnell und
einfach Netzpfade zu testen oder Konfigurationen von Netzelementen zu prifen.

Mit dem ANT-20SE messen Sie Bitfehler tiber einen Testzellenkanal.

< Sie ermitteln die Bitfehlerhaufigkeit in der ATM-Schicht, wenn Sie eine Quasizufallsfolge di-
rekt in die Zellpayload mappen (AAL-0).

« Sie bestimmen die Bitfehlerhaufigkeit in der AAL-Schicht, wenn sie eine Quasizufallsfolge
mit dem AAL-1-Mapper generieren (in Vorbereitung).

Neben der Bitfehlermessung in der Zellpayload laufen parallel Fehlermessungen fir korrigier-
bare und nichtkorrigierbare Headerfehler. Wird diese Fehlermessung mit AAL-1-strukturierten
Zellen vorgenommen, prift der ANT-20SE gleichzeitig die Zellfolgeintegritat, um dartber hin-
aus auch Zellverluste zu entdecken.

f‘-‘”k’e PRBS Generator
ayer /1/ ¢
ATM AAL-1, AAL-O Mapper
Adaptatior AnDI’ﬂEﬂ‘y’ /1/ i
Layer .
Cell Editor
Da';d : Test Cell
ATH elec Channel | |Background
Layer Insertion /1/ L oad
IL Hd m 1 | Generator
oad, profile
Physical \ : /
ysica Framing
Layer Generator
SDH/PDH/SONET
Test signal

Bild E-2 Generatorkonfiguration ATM-BERT

E-2 Einflihrung
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2.2 Echtzeit-Performance-Analysen

Einfihrung

ATM R

Netzperformance-Messungen auf der Grundlage von 1.356 und 0.191 geben Aufschluf3, mit
welcher Gite die verschiedenen Breitbanddienste angeboten werden kénnen. Sie sind Be-
standteil von Systemabnahme-, Inbetriebnahme- und Uberwachungsmessungen von ATM-Net-

zen.

Zur Performance-Messung wird ein Testzellenkanal nach 0.191 (Draft 4/95) generiert. Diese
ITU-T-Empfehlung spezifiziert MeBmethoden zur Bestimmung der Performance-Parameter.
Festgelegt sind z.B. MelRalgorithmus und Testzellenformat fuir die Messung von “Errored Cells”,
“Cell Loss” oder “Cell Delay”.
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E-4

ANT-20SE

ATM-Analysatoren im ANT-20SE

Mit der ATM-Option kdnnen Sie alle Analysatoren benutzen, die lhnen im ANT-20SE-Fenster
“Main Menu/ANT20 - Application Title" angeboten werden.

Um an ATM-strukturierten Signalen zu messen, verwenden Sie die ATM-spezifischen Analysa-

toren:

e ATM Traffic Analyzer
* Anomaly/Defect Analyzer

Service
Layer

ATIN
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ATIN
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Defect
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ATM Traffic Analyzer
P
Pointer Overhead
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Bild E-4 Hierarchischer Uberblick der Analysatoren im ANT-20SE
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ATM R

Bedienung

1 Allgemeine Bedienung

Mit der ATM-Option arbeiten Sie wie mit dem Grundgerat des ANT-20SE.
Es sind drei neue Fenster (Virtuelle Instrumente) verfiigbar:

» Fenster “ATM Signal Structure”
* Fenster “ATM Traffic Analyzer”
» Fenster “ATM Background Generator”

Mehrere Fenster (Virtuelle Instrumente), die schon im Grundgerét enthalten sind, erhalten
ATM-Eigenschaften:

» Fenster “Signal Structure”
» Fenster “Anomaly/Defect Analyzer”
» Fenster “Anomaly/Defect Insertion”

2 ATM-Applikationen

Bedienung

ATM-Applikationen erstellen oder laden Sie im Fenster “ANT20 - <Application Title>" mit den
Befehlen “New” und “Open ...” des Menls “Application”.

@ ANT20 - Untitled ME B3
Instruments  Measurement Configure  Help

8] ST [00m:275 | of [01h:00m ] a

Open... Ctrl+0
Save. .. Clrl+5
Save Az...
Delete...  Ctl+D
Import...

Expart...

E it

Bild B-1 ATM-Applikation erstellen oder laden

Eine ATM-Applikation wird mit den Virtuellen Instrumenten (VI) “ATM Signal Structure” und “Si-
gnal Structure” konfiguriert.

Im Fenster “ATM Signal Structure” stellen Sie die Parameter fir die
ATM-Schicht ein wie z.B.:

e Kanal
- Pfad
e Last

e Profil
e PDU

» Struktur des Testzellenkanals

B-1
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B-2

Im Fenster “Signal Structure” stellen Sie die Parameter fur die
physikalische Schicht ein wie z.B.:

¢ Interface
* Bitrate
« Offset

e ATM-Mapping

Das folgende Blockdiagramm zeigt Generatoren und Analysatoren in einer Applikation.

ANT-20 Tx ANT-20 Rx
Foreground Channel m Uszed ANT-20 Analyzers
Test Test -
Signal Channel Anomaly
Cel UNINNI and
Pavload | WFI puT Defect
(PDU) VO Analyzer
|
Load Mux A ATM
Cell | |Background | ]|
e quence Load ATM Traffic
Editar {Seneratar Analyzer
Background Channels

Bild B-2 Generatoren und Analysatoren in einer Applikation

Die Verkehrsparameter des Testzellenkanals (Foreground Channel) werden im Fenster “
ATM Signal Structure” eingestellt. Zusatzlich kann weiterer ATM-Verkehr mit dem Hintergrund-
lastgenerator generiert werden.

Der Testzellenkanal und der Hintergrundlastgenerator kbnnen unabhéngig zu- oder abgeschal-
tet werden.

Die Analysatoren im ANT-20SE arbeiten parallel.

Im Fenster “Anomaly/Defect Analyzer” sind schichtiibergreifend Zahlstatistiken wichtiger Feh-
lerereignisse aufgefuhrt, unter anderem die ATM-Bitfehlerhaufigkeit (ATM-BERT), die durch
“TSE” (Test Sequenz Error) reprasentiert ist.

Das Fenster “ATM Traffic Analyzer” zeigt typische Verkehrsanalysen der ATM-Schicht fur einen
eingestellten Kanal. Er mif3t die Last fur den im Fenster “ATM Signal
Structure” (Rx) eingestellten Kanal oder das Auslastungshistogramm.

Bedienung
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2.1 Fenster Signal Structure

Um mit ATM-Signalstrukturen arbeiten zu kénnen, missen diese entweder am Sender oder am
Empfanger des ANT-20SE eingestellt werden.
Sie wahlen das entsprechende Interface, den Rahmen oder die Hierarchie und das

ATM-Mapping.
:Signal Structure _ ]
Auto Time Edit Interface Laser Channel Idle Trgger Aux  Offset Help
£ Bl @ [72]7] ™<ofis| 0.000 -] cofistppm_* | Lev[ = ][ %]
T
VC4| [|1STMA 5TM1| |(WC4
M |Aua DUT m AU
ATM electricall electrical ATM
Edit Signal Structure - TX E
— Edit —Mode ~SDH-— [ Mapping ~PDH——— - PDH Mode | | Settings
| [ Nomal] | |[s1m64 | [ 14om || ||| Framed | Mai"MDdEJ
A 3 e
[ Rx || |[Though || |[sTmis ]/ |[ wez || |[ 45w || |[ veke | zrijr:zmin
Replace)|| | [istmay] || [mmwezon| | | [mssm| ||| [pEseemany] | | [Pcvso cre 7]
[OmuT] | | [aomTest] | | [TsTma] | ([ veiz || ([ e | [ &mw ]
[[stmo || [[verismuaz]| ([ em || |[PLcP-aTH] coay
D51 Framing
Electric. | COMCAT. | | 1.5M | Test Pattern J
[Eeewe] || [T,
Clear || |[ optical || ([ Ava || ([ euk || [[ 6 |
DW Set.. |
1] 4 I Cancel | Info |

Bild B-3 Fenster “Signal Structure” mit Fenster “Signal Structure Editor -RX”"

Unter “Edit” finden Sie den Befehl “Multiplexing Structure ...” . Damit 6ffnen Sie den “Signal
Structure Editor - TX (RX)".

Mit ihm stellen Sie das ATM-Mapping fir eine bestimmte Bitrate ein.

Sobald Sie die Taste “ATM” im Fenster “Signal Structure Editor - TX (RX)” driicken und mit “OK”
bestétigen, ist das ATM-Mapping aktiviert.

Alle Einstellungen, die die ATM-Schicht betreffen, werden im néchsten Kapitel beschrieben.

Bedienung B-3
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2.2

Fenster ATM Signal Structure

In diesem Fenster stellen Sie die ATM-Sendeparameter ein, setzen das Zellfilter fir den Emp-
fangskanal oder wahlen den Mef3modus.

:ATH Signal Structure N =] e
Edit Chanrel Scrambling Traffic Load Fil Help
rE
% e R
Testcell | |(cBR ol || aTn | |Testeen
UHI 4] [e] 11PUT] | fum
YPLD WCl: 32 | VPED
Load: 100 % WCl: 32
Edit ATM SDU Circuit Emulation Settings
[ [ || = | o
e |
Testcell Perfor Measurement
oK | Cancel | Emor-Related Performance

Bild B-4 Fenster “ATM Signal Structure” mit dem Fenster “ATM Structure”

Mit dem Befehl “ATM Structure ..."” im Men( “Edit” im Fenster “Signal Structure” 6ffnen Sie das
Fenster “ATM Structure”. Hier wahlen Sie im Bereich “ATM SDU” eine von vier Testkanalstruk-
turen aus:

AALO ATM BERT, Ermittelung der Bitfehlerh&aufigkeit in der ATM-Schicht

AAL1 1) ATM BERT mit AAL-1 SDU, Ermittlung der Bitfehlerh&ufigkeit in der AAL-Schicht
2) Circuit Emulation

Testcell ~ ATM Cell Transfer Performance Measurements mit Testzellen.

Bei der Testkanalstruktur “Testcell” kbnnen Sie im Bereich “Performance Measurement” des
Fensters “ATM Structure” eine von zwei MeRRarten auswahlen:

¢ Cell Transfer Delay
¢ Error Related Performance

Die Ergebnisse der Mef3art “Cell Transfer Delay” werden im ATM Traffic Analyzer dargestellt,
wahrend die Ergebnisse der MeRRart “Error related Performance” im Anomaly and Defect Ana-
lyzer angezeigt werden.

Bedienung
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Weiterhin 6ffnen Sie mit dem Befehl “ATM Channel ...” des Menis “Channel” das Fenster
“ATM Channel” und tragen hier Ihre VPI/VCI-Parameter fur Sender und Empfénger ein.

ATM Channel E
Edit
“Hex (' Dec RX>TX |
X ~RX
ViewAs @ UNI C NNI ViewAs T UNI O NNI
GFC: [0 | wP[0 ] ve [0 ]
veI: veI:
pi: [0] ce:[o] ¥ VCI Filter
0K | Cancel |

Bild B-5 Fenster “ATM Channel”

Um die TX-Headerwerte einzustellen, missen Sie den Schalter “ON” im “Toolbar” des Fensters
“ATM Signal Structure” ausschalten. Mit dem Schalter “ON” wird der Testkanal zu- oder abge-
schaltet. Im abgeschalteten Zustand generiert der Sender z.B. nur Leerzellen (ldle).

In den anderen Menis des Fensters “ATM Signal Structure” verandern Sie weitere Sendepara-
meter, die die Signalstruktur oder das Verkehrsprofil betreffen.

Eine wichtige Eigenschaft ist die Einstellung der Last, die Sie wéahrend einer Messung veran-
dern kdnnen. Damit steht lhnen ein &ulRerst flexibler Testkanal (Foreground Channel) zur Ver-
fugung, den Sie unterbrechungsfrei verdndern kénnen.

Beim Mapping mit verketteten Containern fiir OC-12c¢ oder STM-4c wird zusétzlich ein
CLP-Filter angeboten. Hierzu muR3 im VI “Signal Structure” (siehe Bild B-3) das Mapping
“CONCAT.” vorgewahlt sein.

ATM Channel E
Edit
“Hex (' Dec RX>TX |
X ~RX
ViewAs @ UNI C NNI ViewAs G UNI O NNI
GFC: [0 | wP[0 ] ve [0 ]
vl: vCl: 32 | vel Filter
PT: [0] cip:[o] CLP: [ CLP Filter

0K | Cancel |

Bild B-6 Fenster “ATM Channel” bei OC-12¢/STM-4c

B-5
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2.3 Fenster ATM Traffic Analyzer

Der ATM Traffic Analyzer ist fur folgende Messungen und Analysen vorgesehen:

e Lastmessungen (Time Diagram)

¢ Auslastungsanalysen (Histogram)

* Nutzkanalanalysen (User Channel Analysis)
e Zellaufzeitmessungen (Cell Transfer Delay)

Mit dem “ATM Traffic Analyzer” untersuchen Sie den Zellstrom, den der Empfanger erhalt. Zur
individuellen Analyse des Zellstroms stehen im “View-Menu” verschiedene Mel3arten zur Ver-
fugung. Neben der grafischen Anzeige kdnnen die Ergebnisse auch numerisch dargestellt und
klassifiziert werden.

2.3.1 Time Diagram

In der Darstellung “Time Diagram” (siehe Bild B-7) wird die Gesamtlast aller aktiven ATM-Ka-
nale sowie des Testkanals (Test Channel) Gber der Zeit angezeigt. AuRerdem wird in der An-
zeige unterschieden in die Durchschnittszellrate (Total Load) und in die Spitzenzellrate (Peak
Cell Rate) des eingestellten Empfangskanals. Die Funktion Peak Cell Rate zeigt an, ob der
Testkanal burstartigen Verkehr enthalt. Gemessen wird der minimale Abstand der Zellen des zu
testenden Kanals (ITU-T 1.371).

Wiew Unit Cursor Zoom Y-Scale  Settings  Print Help

T Edl
[ma]ca] %] M« » > ™] [Z] 2] v-Scale: [WB]uN]
-- Total Load ¥PI: O YCI: 32 -- Peak Cell Rate
Alarms
[IvIBitis]

1405
1198 -
809 -
509
300 4

0o =

15:58:37 15:50:07 15:5037

Yiew : Time Diagram

Bild B-7 Fenster “ATM Traffic Analyzer”, Beispiel: Last-/Zeit-Diagramm

B-6 Bedienung
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2.3.2 Histogram

In der Darstellung “Histogram” (siehe Bild B-8) laf3t sich das Lastprofil aller aktiven ATM-Kanéle
sowie des Testkanals ermitteln und die Kanalauslastung im Netz direkt dokumentieren. Hierzu
wird die Last in fortlaufenden 100-ms-Intervallen gemessen. Die Anzahl der Intervalle, in denen
eine Last von 0, 1, 2 bis 100 % gemessen wurde, wird gezahlt und als Balkendiagramm ange-
zeigt. Die X-Achse zeigt den Klassenindex (Last = 0, 1, 2 bis 100 %), die Y-Achse zeigt die An-
zahl der 100-ms-Intervalle, in denen die dem Klassenindex entsprechende Last aufgetreten ist.

Neben der relativen Lastanzeige in % kann auch auf absolute Lastdarstellung z.B. in Mbit/s
(siehe Bild B-8) umgeschaltet werden. Hier betragt die Klassenbreite bzw. die Anzeigeauflt-
sung ca. 1,5 Mbit/s. AulBerdem laf3t sich die Lastanzeige in Zellen/s umschalten.

Wiew Unit Cursor Zoom  Y¥-Scale  Settings  Print Help

=] |
[r7]ca]% | SR [[ < ]» [P M] v-Scate: [W8[iN
¥PI: O YCI: 32 -- Total Load
Ewents
50EHIO2 -

40EH02
3.0EHI02
20EH02
1.0E+HI02

pogeoon el ol | | |
00 385 778 1166 1555

[WIBitis]

View - Histogram

Bild B-8 Fenster “ATM Traffic Analyzer”,
Beispiel: Kanalauslastungsdiagramm

2.3.3 User Channel Analysis

In der Darstellung “User Channel Analysis” (siehe Bild B-9) besteht die Mdglichkeit, eine Nutz-
analyse innerhalb einer beliebigen MeRRdauer durchzufiihren. Neben der Anzahl der Nutzzellen
zeigt das Diagramm die Anzahl der vorkommenden Zellen fiir Uberwachungs- und Verwal-
tungszwecke an, u.a. OAM-Zellen fur die Informationsflisse F4, F5.

iew Unit Cursor Zoom Y-Scale  Settings  Print Help
z .| [00] (521
i I A 2 A I R e [
¥PI: 0 YCI: 32
Events
500000
400000
300000
200000
100000
0 . —
Tser Cells  F4 F5 CLP=1
Yiew : User Channel Analysis

Bild B-9 Fenster “ATM Traffic Analyzer”, Beispiel: Zellverteilung im Nutzkanal

Bedienung B-7
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B-8

Cell Transfer Delay

In der Darstellung “Cell Transfer Delay” (siehe Bild B-10) wird die Haufigkeitsverteilung der Zel-
laufzeit in einem einstellbaren MeRintervall ermittelt. Das Mefintervall (z.B. 1310 ps) ist stets in
128 Klassen unterteilt. Die Anzahl der Testzellen, deren Laufzeit innerhalb einer Klasse (z.B.
10 ps) liegt, werden aufsummiert und als Balken dargestellt. Uber der X-Achse erscheint die
Verteilung der Zellaufzeit. Durch VergroRern der Klassenbreite kann das MeRintervall stufen-
weise erhoht werden.

Wiew Unit Cursor Zoom  Y¥-Scale  Settings  Print Help

L[ [=] ] (] s8] [7]

HEJCA] % ) [osk] [cov] [ ] 4] <[> [P MI] v-Scale:  [06]LIN]

VPI: 0 VCI: 32

Ewents
20EHI07

16E+4007 -

12E4007 |

8 0E+HI06

40EHI06 —

0.0E+000 i : : : |

00 3277 655.4 9830 13107
[us]

Yiew : Cell Transfer Delay

Bild B-10  Fenster “ATM Traffic Analyzer”, Beispiel: Zellaufzeitverteilung

Cell Delay Variation (CDV)

Aus der Darstellungsart “Cell Transfer Delay” kann die “Cell Delay Variation” kurz CDV (Zellauf-
zeitabweichung) bestimmt werden. Aus dem Histogramm |aR3t sich die Peak-to-peak-CDV ab-
leiten, die der 2-Point-Cell-Delay-Variation nach ITU-T 1.356 entspricht. Mit der Auswerteart
CDV stehen folgendeErgebnisse zur Verfuigung:

¢ die minimale Zellaufzeit,

¢ die maximale Zellaufzeit,

¢ die mittlere Zellaufzeit,

¢ und die 2-Punkt Zellaufzeit-Verteilung (2-point-CDV)

Ewents
20EHI07

1 6E+007
1.2E+007 -
2 0E+006
40E+006 -
0.0E+000 i :
00 3277

I‘||I|
]

Peak-to-peak-CDV

Bild B-11  Definition der Peak-to-peak CDV
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Melbereich und Auflésung bei Zell-Laufzeitmessungen

Fur eine genaue Darstellung der “Cell Delay Variation” eines Priflings ist eine mdglichst kleine
Klassenbreite (Class Width) anzustreben, die im Fenster “Cell Transfer Delay Setup” des Traffic
Analyzer einstellbar ist (siehe Bild B-12).

|
Eingabe:
Class Width : [0.16 us =] 14— Kiassenbreite
Offset - [4999.68 e — Offset
Measurement Interval :  4999.68 - 5020.16 ps [N I Anzeige: MeRbereich
Ok I Cancel |

Bild B-12  Dialogfenster zum Einstellen der Klassenbreite und des Offsetwerts

Mit der Klassenbreite wird die Auflésung des Histogramms bestimmt, die um so hdher ist, je
kleiner der Wert der Klassenbreite gewahlt wird. Die hdhere Auflésung bei kleiner Klassenbreite
hat jedoch zur Folge, dalR der MeRRbereich der absoluten Laufzeit kleiner wird und fiir Strecken-
messungen u.U. nicht mehr ausreicht (Me3bereich = Klassenbreite x 128). Deshalb ist neben
der Klassenbreite ein Offsetwert einstellbar, der den Startpunkt der Histogrammdarstellung
festlegt. Zur Erzielung einer hohen MeRauflésung bei der Zell-Laufzeitanderung kann jetzt die
Klassenbreite mdglichst klein gehalten werden. Zur Verdeutlichung des Sachverhalts im folgen-
den ein paar Zahlenwerte.

Beispiel “ATM Switch”

Ein ATM Switch weise nach den technischen Daten eine absolute Laufzeit von 11 pus zwischen
dem Eingangs- und Ausgangsport auf. Da ein MeRwert bei etwa 11 ps zu erwarten ist, ist der
Minimalwert der Klassenbreite von 0,16 us bei einem Offsetwert von 0 die geeignete Einstel-

lung. Der Darstellungsbereich des Histogrammfensters liegt demzufolge zwischen 0 und

20,5 ps.

Sind Zell-Laufzeiten von > 20,5 ps aufgetreten, weist eine Overflow-Meldung in der hdchsten
Klasse auf diesen Umstand hin.

Deshalb ist die Kenntnis der absoluten Zell-Laufzeit (Cell Delay) oder Bestimmung von Vorteil.
Falls die GroRenordnung der Laufzeit nicht bekannt ist, 1af3t sich durch Veréndern der Klassen-
breite im Setup-Dialog (siehe Bild B-12) des Traffic Analyzer die absolute Laufzeit des Pruflings
empirisch ermitteln.

Bei Priiflingen mit ahnlich kleiner Laufzeit wie der ATM Switch gentigt die Einstellung der Klas-
senbreite auf den Minimalwert, um die absolute Laufzeit zu erfassen und gleichzeitig eine hohe
Anzeigeaufldsung zu erzielen.

Beispiel “Streckenmessung”

Grol3ere Laufzeitwerte sind bei Streckenmessungen zu erwarten. Die Laufzeit Giber zwei Grol3-
stadte hinweg kann in der Grof3enordnung von 5 ms liegen. Um diese Laufzeit bei Offset 0 ab-
zudecken, mufite eine Klassenbreite von 81,92 us eingestellt werden.

Um die Auflésung der Laufzeitmessung zu erhéhen, empfiehlt es sich, mit einem geeigneten
Offsetwert zu arbeiten. Bei einem Offsetwert von 4999 us (entsprechend dem Erwartungswert
von 5 ms) kann die Messung wunschgemaf mit der niedrigsten Klassenbreite von 0,16 us
durchgefuhrt werden. Der Mel3bereich erstreckt sich demzufolge von 5000 us bis 5020,48 ps.

Das folgende Bild zeigt die Histogrammdarstellung des obigen Beispiels.

B-9
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2.3.5

B-10
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| Yiew : Cell Transfer Delay

Offset =5 ms MeRbereich = 20,48 ps

Bild B-13  Darstellung der Zell-Laufzeitverteilung bei Verwendung eines geeigneten Offsetwertes

Ausdrucken und Exportieren von Mel3ergebnissen

Die MeRRergebnisse des ATM Traffic Analyzer lassen sich Gber das Print-Men( ausdrucken
oder exportieren. Das Meni enthélt folgende Befehle:

Print ...

Alle Ergebnisse im Fenster “ATM Traffic Analyzer”, die wahrend einer Messung aufgezeichnet
wurden, werden als Liste ausgedruckt. Der Ausdruck kann sich Uber mehrere Seiten erstrek-
ken, je nach Anzahl der gemessenen ATM-Ergebniswerte. Auf der ersten Seite werden zusétz-
liche Angaben Uber die Messung ausgegeben: Start- und Stopzeit, Signalstruktureinstellung
des Analyzers.

Es werden nur die ATM-Ergebnisse der gewéhlten Darstellungsart ausgedruckt. Wenn z.B.
“Cell Transfer Delay” gewabhlt ist, werden nur die relevanten Laufzeit-Ergebnisse ausgedruckt.

Im Print-Dialog kann die Druckqualitat, die Anzahl der Kopien und der Umfang des Druckerpro-
tokolls konfiguriert werden (“Alles” oder “von Seite x bis Seite y”).
Printer Setup ...

Der Printer-Setup-Dialog dient zur Konfiguration des Druckers, des Papierformats und weiterer
Eigenschaften.

Hinweise zur Druckerinstallation entnehmen Sie bitte Kap. 12 der Bedienungsanleitung zum
Grundgerat ANT-20SE.
Export ...

Der Export-Dialog dient zum Konvertieren der Me3ergebnis-Daten, um diese z.B. mit einem an-
deren Programm (z.B. Tabellenkalkulation) weiterzuverarbeiten oder in eine andere Datenbank
einzubinden.

Die MelRergebnisdaten werden im CSV-Format (Comma Separated Value) abgelegt, wobei die
Werte durch Listentrennzeichen abgegrenzt sind.

Es werden nur die ATM-Ergebnisse der gewahlten Darstellungsart exportiert. Wenn z.B. “Cell
Transfer Delay” gewahlt ist, werden nur die relevanten Laufzeit-Ergebnisse konvertiert.

Bedienung
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Export Setup ...

Der Export-Setup-Dialog dient zur Festlegung, welches Listentrennzeichen und welches Dezi-
maltrennzeichen bei der Erstellung der Export-Datei verwendet werden soll.

Die MeRergebnisse lassen sich so an die Erfordernisse des verwendeten Tabellenkalkulations-
programms anpassen. Falls die Ergebnisse eine Zeitdauerangabe beinhalten, kann das Zeit-
dauer-Format ausgewahlt werden.

Mit dem Befehl “Defaults” werden die aktuellen Einstellungen von Windows (ilbernommen.
Wenn Sie auf lnrem ANT-20SE z.B. MS Excel installiert haben, kénnen die mit der “Defaults”-
Einstellung exportierten Mel3daten direkt unter MS Excel geladen werden.

Beim Importvorgang auf einem Windows-PC kann dessen Konfiguration im “Control Panel’/“In-
ternational” abgelesen bzw. gedndert werden.

2.4  Fenster Anomaly/Defect Analyzer

Bedienung

Das Fenster “Anomaly/Defect Analyzer” wird um ATM-Ereignisse erweitert, mit denen Fehler-
und Alarmsituationen in den folgenden Schichten darstellbar sind:

» in der physikalischen Schicht,
» in der ATM Schicht (Quality of Service),
» sowie in héheren Schichten.

Dies sind beispielsweise korrigierbare und nicht korrigierbare Headerfehler (HCOR, HUNC),
AAL-1-Fehlerereignisse oder auch Mel3ergebnisse fur Echtzeit-Performance-Analysen (CER,
CLR, CMR).

ﬁ Anomaly/Defect Analyzer M= B3
Wiew Settings Filter Print Help
¥ [EEm(m
View Filter:  + All; " User
Total Results diate Results
Code 0 0 =]
FAS-STM 0 0 =
B1 0 0 =
B2 0 0
M5-REI 0 0
AU-PJE 0 0
AU-NDF 0 0
CMR 0 0
CLR 0 = 0 =
HUNC 25 4 11E-07 1 1.18E-06
HCOR 0 = 0 =
CER 0 0
id
|BIT I I

Bild B-14  Fenster “Anomaly/Defect Analyzer” mit der Anzeige von “HUNC"-Fehlern
(Unkorrigierbare Headerfehler)
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Fenster Anomaly/Defect Insertion

Dieses Fenster enthélt zwei ATM-Seiten, auf denen ATM-Ereignisse und PLCP-Ereignisse ein-

geblendet werden kénnen.

Bild unten links: Auf dieser Seite werden Anomalien (Fehler) eingeblendet.

Bild unten rechts: Auf dieser Seite werden Defekte (Alarme) des “ATM Fault Management”
eingeblendet. Die ATM-Defekte beziehen sich auf den ATM-Testkanal

(Foreground Channel).

ﬂ Anomaly/Defect Inzertion M= B3
Inzertion  Wiew Help

ATH PLCP

" HUNC " FAS
" HCOR Bl
 TSE " FEBE

Rate
& continuous 1E-6

j

-
" repetitive
" single Burst / m

cells

Period / n
2 cells

o

Bild B-15  Fenster “Anomaly/Defect Insertion”

ﬂ Anomaly/Defect Inzertion M= B3
Inzertion  Wiew Help

& (o] [ ]en] ][] (2]

— Defect
~ATM————— ~PLCP———

 Va-AIS " LOF
 Vy-RDI " RAI

r Duration
9 o I? cells
" repetitive
" single r Period

|33 cells
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2.6 Fenster ATM Background Generator

Der “ATM Background Generator” ist ein unabhéngiger Zellgenerator mit dem Sie lhren eige-
nen ATM-Verkehr definieren. Der Zellgenerator dient vorzugsweise zur Generierung von Hinter-
grundverkehr, wo er unabhéngig vom Testkanal (VI “ATM Signal Structure”) ein- und
ausschaltbar ist. Der Testkanal hat Vorrang gegeniiber dem Hintergrundverkehr.

EHATM Background Generator - traffic2 M =
Traffic  Transmit Database Help
Z D=
— Cell 5equence —List Control =T it List ii
; 2 (3/5/2
seq2 (3/5/2) I ey
seqd [4/572) seql [2/5942)
Insert >> | seql (2/5/2) — aktueller ATM-Verkehr
oo e |. Vorratsliste mit Zellsequenzen
—Sequence Control
Hew. |
Modify... |
Copy... |
Delete | =
i H

Bild B-16  Fenster “ATM Background Generator” mit ATM-Verkehr “traffic 2” (siehe Bild B-17)

Ein ATM-Verkehr besteht aus einer oder mehreren Zellsequenzen, die aus Nutz- und Leer-Zel-
len zusammengesetzt sind. Zur Defintion eines ATM-Verkehrs ist folgende prinzipielle Vorge-
hensweise notwendig:

1. Zellsequenzen definieren (Nutz- und Leerzellen)
2. Verkehr definieren (verschiedene Zellsequenzen auswéhlen)

Im “Sequence Editor” lassen sich neue Zellsequenzen unter spezifischen Namen definieren. Je
nach gewlinschtem Verkehr kdnnen die Sequenzen aus einem Vorrat von Sequenzen ausge-
wahlt und in der “Transmit List” angeordnet werden. Durch beliebige Auswahl von Sequenzen
und deren Anordnung lassen sich verschiedene Verkehrsstrome generieren. Nachfolgend sind
beispielhaft abgebildet,

» eine Zellsequenz “seql” bestehend aus 2 Nutz- und 5 Leerzellen,
* ein ATM-Verkehr, bestehend aus den Sequenzen seq2, seq3, und zweimal seql.

[ N I I I N AN C B B N A R

L J
~
~ - P -
~ ~
~ —
~ —
~ —
~ ~
~
- [ | Nutzzellen -
>~ [T ] Leerzellen _ —
~ —~
B r
| |
seq2 seq3 * seql * seql

[ | H [

Bild B-17  Zellsequenz “seql” im ATM-Verkehr
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Fenster ATM Background Generator bei OC-12¢c/STM-4c

nur mit Option BN 3035/90.92

Wenn die Signalstruktur im VI “Signal Structure” auf OC-12- oder STM-4-Concatenation einge-

stellt ist, bietet der Hintergrundlastgenerator einen einzelnen Kanal an (VPI/VCI).

ATM Background Generator
Traffic  Transmit Databaze ‘iew Help

= E3

£ CI=E )
—Fl.-n--lr= dch 1
—Cell — Trafficp
E dit CHex
—Header
View Az = UNI  NNI Unit  Mbit/s C Cellls %
Type: &+ CBR CFill
GFC: |l] VPI: |1|] !
VCI: |1l]l] Peak Cell Rate  Mbit/s |449,23

Pi: [0 cwp:fo]

Payload
’7Pa_vload fill byte: |U

Bild B-18  Fenster “ATM Background Generator” bei OC-12¢/STM-4c

Der Hintergrundkanal hat zwei Verkehrsoptionen:

CBR: ATM-Hintergrundverkehr mit konstanter Bitrate von 449,28 Mbit/s.

Fill: Fuallt den Zellstrom mit einer Hintergrundlast bis zu einer festen Bandbreite auf (zusétz-

lich zum Testkanal des VI “ATM Signal Structure”).
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2.7 Gegenseitige Abhangigkeiten von Messungen

Beim Empfang von ATM-Zellen in den Mappings DS3 und DS3-PLCP missen die parallel lau-
fenden MeRRarten vor Beginn der Messung ausgewahlt werden. Hierzu ist bei den virtuellen In-
strumenten “ATM Traffic Analyzer” und “Anomaly/Defect Analyzer” ein Dialogfenster gemafi

Im Optionsfeld “Select measurements” lassen sich drei Gruppen von aktiven MefRarten vorwah-
len, die in den Feldern “DS3”, “PLCP” und “ATM " durch Ankreuzungen genauer spezifiziert

Gruppe “Standard”: Zur Vorwahl der wichtigsten MeRarten in der Struktur (siehe Bild B-19).

Gruppe “DS3 (+PLCP)": Zur Vorwahl aller Mef3arten in den Feldern “DS3” und “PLCP".

Anzeige der
relevanten MeRarten

Dialogfenster zur Vorwahl der MeRarten bei den Mappings DS3 und DS3 PLCP

2.7.1 Mappings DS3 und DS3-PLCP
folgendem Bild eingerichtet.
sind.
* Gruppe “All ATM”: Zur Vorwahl aller Mef3arten im Feld “ATM”
(Alle ATM-MeRarten sind ausgeschaltet).
Select measurement dialog
MOTE! The display iz only valid for D53-ATM and D53-PLCP-ATM
Vi hi — Select measurements —D53 ATHM
onva o ¥ MFAS — " HCOR
der MefRarten- - Standard Flras 2 EieTiTE
gruppe C All ATM ElraR I Load
" DS3 [+ PLCP) I~ CPAR [¥ Dthers 1
I~ FEBE
~PLCP
¥ FAS
7 B1
I~ FEBE
Bild B-19
Die Alarmerkennung ist unabhangig von diesem Dialogfeld stets in Betrieb.
2.7.2 Messungen mit Testzellen

Beim Messen mit Testzellen sind folgende Darstellungsarten nicht aktiv:

Bedienung

TSE Bitfehlermessung mit dem Anomaly/Defect Analyzer (Test Sequence Error)

CLP Nutzkanalanalyse mit dem Traffic Analyzer von Zellen mit CLP =1 (Cell Loss Priority)
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Applikationen

1 Einstellung der ATM-Signalstruktur

1.1 Mefaufbau und Beschreibung

™

-
sweor] | DUT

-
RX

Y

Bild A-1 MeRaufbau zur Einstellung der ATM-Signalstruktur

Interfaces

» electrical balanced Rx:[12] Tx:[13]
« electrical unbalanced Rx:[14] Tx:[15]
» optical 52, 155, 622 Mbit/s  Rx:[17] Tx:[18]
» optical 2,5 Ghit/s Rx:[44] Tx:[47]

Um eine ATM-Messung mit dem ANT-20SE durchzufiihren, ist es zunachst notwendig eine ent-
sprechende Signalstruktur auszuwahlen. Dieser Abschnitt stellt anhand eines Beispiels Schritt
fur Schritt dar, wie die notwendigen Einstellungen vorzunehmen sind.

1.2  Applikationseinstellungen

Bendotigte Vis

» Signal Structure
* ATM Signal Structure

1. Fugen Sie im “Application Manager” die benétigten Vs in die Liste der benutzten Vis ein.
Ihr “Application Manager” enthélt mindestens folgende Instrumente (siehe Bild A-2):

2. Klicken Sie bei den nachfolgenden Einstellungen auf eine der Schaltflachen, um das ge-
wuinschte Fenster in den Vordergrund zu holen.

=1F3 8| BEITET] [01m:45s | of [01h:00m a

Bild A-2 Fenster Application Manager” (Minibar) nach Auswahl der ViIs

Applikationen A-1
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A-2

Beispiel
ATM-Signalstruktur mit STM-1 / VC-4 ATM-Mapping

Einstellung des Physical Layers (VI “Signal Structure”)

O Das Hauptfenster “Signal Structure” ist getffnet. Im Anzeigebereich erscheint die zuletzt
gultige Signalstruktur.

1. Wahlen Sie im Menu “Edit” die Auswahl “Signal Structure...”
— oder —
klicken Sie im “Tool bar” auf das entsprechende Symbol.
Der Dialog “Edit Signal Structure” wird gedffnet (siehe Bild A-3).

Edit Signal Structure - TX E
— Edit —Mode ~SDH-— [ Mapping ~PDH——— - PDH Mode | | Settings
| | STHE4 | [ 14om || ||| Framed |
[ Rx || |[Though || |[stmie | |[ wvez || |[ 45w || |[ vere | 2':3:: :min
Replace)|| | |zsTHan] || [mmwezo| | | [mssm| ||| [pEseemaiy] | | [Pcwso cre 7]
[mu-t] | |[apM Test] | | [TsTma] | | [ veiz [ | e ]| |[ amm | D3 Framing C
[[stHo || |[verismuiz]| |[ em || |[PLcP-aTH] DS1aI::l:min
- Interface — [vensmun || [ 2v |
[Etectric] | || [ concar. || |[ 15M | fest Pattern r
Clear || |[ optical || ([ Ava || ([ euk || [[ 6 |
DW Set.. |
119 I Cancel |

Bild A-3 Dialog “Edit Signal Structure” des VIs “Signal Structure”

2. Stellen Sie die gewiinschte Signalstruktur ein. Gewahlt wird das Interface (SDH / PDH) und
ein entsprechendes ATM-Mapping.
3. Aktivieren Sie das ATM-Mapping, indem Sie die Taste “ATM” im Feld “Mapping” betatigen.
4. Bestétigen Sie lhre Einstellung mit “OK”.
Im Anzeigebereich des Fensters sehen Sie die aktuelle Signalstruktur.

. Signal Structure = B3
Auto Time Edit Interface Laser Channel |Idle Trigger Aux Offset Help

gggm B[] @ |i]#] Tx-offs| 0.000 - RX-Offsippm[_ 0 | Lev[ = |
T e RX

VC4 ||STM1 STM1| || VC4
iGUES DuT AU
ATM electrical electrical ATM

Bild A-4 VI “Signal Structure” mit der gewiinschten Signalstruktur (Physical Layer)
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Einstellung des ATM-/AAL-Layers (VI “ATM Signal Structure”)

O Das Hauptfenster “ATM Signal Structure” ist gedffnet. Im Anzeigebereich erscheint die zu-

letzt gliltige ATM-Signalstruktur.

. Wahlen Sie im Meni “Edit” die Auswahl “ATM Structure...”

— oder —
klicken Sie im “Tool bar” auf das entsprechende Symbol.
Der Dialog “ATM Structure” wird gedffnet (siehe Bild A-5).

Edit ATM SDU Circuit Emulation Settings
a0 ||| 2 =
Soiow |

Testcell Performance Measurement

T => nx| | Cell Transfer Delay
Error-Related Peﬂolmancel
Cancel | ||

Bild A-5 Dialog “ATM Structure” des VIs “ATM Signal Structure”

. Wabhlen Sie im Feld “ATM SDU”, welche SDU im Testkanal gesendet und empfangen wer-

den soll.
— Testcell: Testzellen nach 0.191
— AAL-0: PRBS oder DW in der Zellenpayload
— AAL-1: PRBS oder DW als AAL-1 PDU
. Wabhlen Sie im Feld “Performance Measurement” zwischen
— Cell Transfer Delay Ergebnisse im ATM Traffic Analyzer, und
— Error Related Performance Ergebnisse im Anomaly and Defect Analyzer

. Bestatigen Sie lhre Einstellungen mit “OK”.

Der Dialog “ATM Structure” wird geschlossen.

VPI/VCIl-Parameter einstellen

O

1.

ATM Channel E

- TX ~RX
View Az & UNI ¢ NNI View Az & UNI O HNI

Das Hauptfenster “ATM Signal Structure” ist getffnet.

Wabhlen Sie im Meni “Channel” die Auswahl “ATM Channel...”
— oder —

klicken Sie im “Tool bar” auf das entsprechende Symbol.

Es 6ffnet sich der Dialog “ATM Channel”.

Edit
T Hex  Dec RX->TX |

GFC: [0 | wP[0 ] ve [0 ]
veI: veI:
PT: [0] cip:[o] [ VCI Filter

0K | Cancel |

Bild A-6 Dialog “ATM Channel” des VIs “ATM Signal Structure”
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2. Tragen Sie hier Ihre VPI/VCI-Parameter der Testverbindung fiir Sender und Empfanger ein.
3. Bestatigen Sie lhre Einstellungen mit “OK”.
4. Der Dialog “ATM Channel” wird geschlossen.

Im Anzeigebereich des Fensters “ATM Signal Structure” erscheint die gewilinschte ATM-Si-

gnalstruktur.
:ATM Signal Structure M= B3
Edit Channel Scrambling Traffic Load FEill Help
¢ o
T e RX
Testcell N CBR OH aTH Testcell
UHI 4] o] HPUT | fura
VPI: 0 VCI: 32 VPI: 0
Load: 100 % VCI: 32

Bild A-7 VI “ATM Signal Structure” mit der gewtuinschten Signalstruktur (ATM Layer)

e Mit dem Symbol “ON” im VI “ATM Signal Structure” aktivieren Sie den ATM-Traffic und die
gewahlten Testzellen werden gesendet. Ist dieser Kanal nicht aktiv, werden Leerzellen
gesendet.

« Die Voreinstellung des ATM-Generators ist:

— Verkehrstyp CBR (constant bit rate)
— 100% Last

A-4 Applikationen
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2 ATM-Bitfehlerratentest (ATM-BERT)

nur BN 3035/90.70

2.1 MelRaufbau und Beschreibung

Der Bitfehlerratentest ist auch fir ATM-Netze eine grundlegende Me3methode, um schnell und
einfach Netzpfade zu testen oder Konfigurationen von Netzelementen zu prifen. Mit dem
ANT-20SE messen Sie die Bitfehler Uber einen Testzellenkanal. Neben der Bitfehlermessung
in der Zellpayload laufen parallel Fehlermessungen fur korrigierbare und nichtkorrigierbare
Headerfehler. Wird diese Fehlermessung mit AAL-1-strukturierten Zellen vorgenommen, prift
der ANT-20SE gleichzeitig die Zellfolgeintegritat, um dartber hinaus auch Zellverluste zu ent-
decken.

AALO

B | == B

oooooooooEo D:lD:lD:l
RX PVCC

Bild A-8 MeRaufbau fir ATM-Bitfehlerratentest

2.2 Switch Konfiguration

O Schalten Sie eine unidirektionale permanente Verbindung mit einem UBR (Unspezified Bit
Rate) Kontrakt durch den Switch.

2.3 Applikationseinstellung am ANT-20SE

Applikationen

Bendtigte Vls:

» Signal Structure

» ATM-Signal Structure

* Anomaly and Defect Insertion
e Anomaly and Defect Analyzer

O Figen Sie im “Application Manager” die benétigten VIs in die Liste der benutzten Vis ein. lhr
“Application Manager” enthalt mindestens folgende Instrumente:

= 8] BB [01m:455 | of [01h:00m a

Bild A-9 “Minibar” (Application Manager) nach Auswahl der VIs

A-5
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2.4 Messung

1. Beispiel

Ermittlung der Bitfehlerhaufigkeit in der ATM-Schicht.

Settings

1.
2.
3.

Stellen Sie zuerst wie beschrieben das VI “Signal Structure” ein.

Offnen Sie das VI “ATM Signal Structure”.

Waéhlen Sie im Menu “Edit” die Auswahl “ATM Structure ...".

— oder —

Klicken Sie im “Toolbar” auf das entsprechende Symbol.

Sie aktivieren damit das Fenster “ATM Structure”.

Driicken Sie im Feld “ATM SDU” die Taste “AALO” und bestétigen Sie mit “OK”.
Starten Sie die Messung durch Driicken der Funktionstaste F5.

— oder —

Klicken Sie auf die Symboltaste “rote Ampel” im Fenster “ANT20 - <Application Title>".

Analyse

Ob Fehler auftreten oder nicht kdnnen Sie im VI “Anomaly and Defect Analyzer” mitverfolgen.
In dem unten dargestellten Fall treten “HUNC"-Fehler (Unkorrigierbare Headerfehler) auf.

Anomaly/Defect Analyzer M= B3
Wiew Settings Filter Print Help
¥ Emm
Display: (+ All " One View Filter: = All " User
Total Results Int diate Results
Code 0 = 0 =]
FAS-STM 0 0 =
B1 0 0 =
B2/SUM 0 0
M5-REI 0 0
AU-PJE 0 0
AU-NDF 0 0
B3 0 0
HP-REI 0 = 0 =
HUNC 27 1.00E-06 3 1.33E-06
HCOR 0 = 0 =
CER 0 0
CLR 0 0
CMR 0 0
~|
|BIT I |

Bild A-10  Fenster “Anomaly and Defect Analyzer”
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2. Beispiel
Einblendung eines HCOR mit einer Wiederholrate von 1E-6 und Analyse der Reaktion eines
DUT.

Settings

Die VIs “Signal Structure” und “ATM-Signal Structure” bleiben gegentiber der vorher beschrie-
benen Messung unveréandert. Neu eingestellt werden muf? das VI “Anomaly/Defect Insertion”.

Ed Anomaly/Defect Insertion = B3

Insertion  Wiew Help

PLCP

AAL-1 ATH

 Cellloss || © HUNC RS
CICRE o |
SPE S FEBE
C5E

Rate
& continuous
1E-6 =
Crepetitive 1
" single Burst 2im
|1 cells
Eeriod i
2 cells

Bild A-11  Fenster “Anomaly/Defect Insertion”

1. Wahlen Sie im Menu “View” die Auswahl “Anomalies” und “ATM".

— oder —

Klicken Sie auf die entsprechenden Symbole im “Toolbar”.

Markieren Sie im Feld “ATM” den Punkt “HCOR”.

Wabhlen Sie im Feld “Insertion” den Punkt “continuous” aus.

Stellen Sie im Auswabhlfeld “Rate” von 1E-6 ein.

Wabhlen Sie im Meni “Insertion” die Auswahl “ON”.

— oder —

Bestatigen Sie die Taste “ON” im “Toolbar”.

6. Starten Sie die Messung, indem Sie die Funktionstaste F5 druicken.
—oder —
Klicken Sie auf das Symbol “griine Ampel” im “Application Manager”.

akrwd

Analyse

Im Fenster des VIs “Anomaly and Defect Analyzer” kénnen Sie das Ergebnis des eingeblende-
ten Fehlers mitverfolgen. Sie kdnnen sich das Ergebnis in drei verschiedenen Fenstern anzei-
gen lassen.
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View Filter: & AlE  User
Total Results Intermediate Results
Code 1] = 1} hl
FAS-5THM 0 = 0 =]
Bl 1] = 1} =
B2 1] = 1} =
MS5-REI 1] = 1} =
AU-PJE [1] 1}
AU-NDF 1] 1]
B3 1] = 1} =
HP-REI 1] = 1] =
HUNC 1] = 1} =
HCOR 1] = 1} =
TSE 1643 8.32E-07 306 1.00E-06
|BIT |
Bild A-12  Anzeige als Tabelle
Wiew Settings Cursor  Filter Zoom  Help
fEmm KNG EET
Defects | i
" Anomalies (" Defects @Al User
[TTS-RET =
AU-PJE 3
AU-HDF i
B3 i
HP-REI i
HUHC H
HCOR, H =
TSE I i
" Anomalies (% Defects Al User
HO-LINE I -
LOS H i
LOF-STM H
0OF H
MS-AIS [
AU-AIS i
AU-LOP I
L T T T T T T =
18:28:00 O 10 20 30 a0 50 (i]
Date: 04.09.97 Time: 18:28:34 Timebase: sec
|BIT [
Bild A-13  Anzeige als Histogramm
Anomaly/Defect Analy: (= [E] %]

Wiew Settings Cursor  Filter Print  Help

g o] IR

Display:  Anomalies = All View Filter: = Al " User
" Defects  { Cument

»

No. | Event | Date | Start time| Stop time |Dul.anunt_

26 TSE 04.09.97 18:28:29.0 18:28:30.0 56
27 TSE 04.09.97 18:28:30.0 18:28:31.0 56
28 TSE 04.09.97 18:28:31.0 18:268:32.0 55
29 TSE 04.09.97 18:28:32.0 18:28:33.0 56
30 TSE 04.09.97 16:28:33.0 18:26:34.0 55
31 TSE 04.09.97 18:28:34.0 18:28:35.0 28

32 STOP 04.09.97 18:28:34.5

|BIT |

Bild A-14  Anzeige als Einzelwerte
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3 ATM Latency Test fur ATM - Switches

nur BN 3035/90.70
3.1 MelRaufbau und Beschreibung

ATM switch under test

T STM-1

————— In
-, Oyt o ————
L s |

Oooooooooooo RX

[ ]

-l
Qut

A

15 Mbit's CBR
stream running
in filher

Bild A-15  MeRaufbau fir ATM Latency Test (ATM - Switch)

Je mehr Portbaugruppen in Schleife nach obiger Konfiguration eingebaut werden, desto gré3er
wird die Laufzeit. ATM Vermittlungen werden daran gemessen, ob die Laufzeit bei Erhéhung
der Anzahl von eingeschleiften Portbaugruppen konstant zunimmt.

3.2 Switch Konfiguration

1. Schalten Sie eine unidirektionale Verbindung mit konstanter Bitrate durch den Switch, so
dafd Sie am zweiten Port eine physikalische Schleife legen kénnen.

2. Stellen Sie sicher, da3 der Switch die PCR von 14,98 Mbit/s akzeptiert (35323 Zellen pro
Sekunde).

3. Legen Sie den CBR Kontrakt beispielsweise auf eine PCR von 15 Mbit/s.

3.3 Applikationseinstellung am ANT-20SE

Bendtigte Vls:

» Signal Structure
* ATM Signal Structure
* ATM Traffic Analyzer

O Figen Sie im “Application Manager” die benétigten VIs in die Liste der benutzten Vis ein. lhr
“Application Manager” enthalt mindestens die folgenden Instrumente:

2|2 | 8 £ | BEHTE [01m:455 | of [01h:00m @

Bild A-16  “Minibar” (Application Manager) nach Auswahl der Vs

Applikationen A-9
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ANT-20SE

Messung

Settings

VI “Signal Structure”

O Stellen Sie zuerst wie beschrieben das VI “Signal Structure” ein.

VI “ATM Signal Structure”

1.
2.

B

ATM Channel E

- TX
View Az & UNI ¢ NNI View Az & UNI O HNI

Offnen Sie das VI “ATM Signal Structure”.

Wahlen Sie im Meni “Edit” die Auswahl “ATM Structure ...".

— oder —

Klicken Sie im “Toolbar” auf die entsprechende Symboltaste.

Sie aktivieren damit das Fenster “ATM Structure”.

Waébhlen Sie im Feld “ATM SDU” die Testkanalstruktur “Testcell” aus. (“Tx => Rx")
Aktivieren Sie die Taste “Cell Transfer Delay” im Feld “Performance Measurement”.
Waéhlen Sie im Menu “Channel” die Auswahl “ATM Channel ...".

— oder —

Klicken Sie im “Toolbar” auf die entsprechende Symboltaste.

Es o6ffnet sich der Dialog “ATM Channel”.

Edit
T Hex  Dec RX->TX |

~RX

GFC: [0 | wP[0 ] ve [0 ]
veI: veI:
: o] ce:[o] ¥ VCI Filter

0K | Cancel |

Bild A-17  Dialog “ATM Channel” des VIs “ATM Signal Structure”

6.

7.

8.

9.

Tragen Sie im Dialog “Channel” Ihre VPI/VCI-Parameter fir Sender und Empfanger ein und
bestatigen Sie mit “OK".

Ubernehmen Sie die Einstellungen im Fenster “ATM Signal Structure” firr die Sendeseite
(Tx) auf die Empfangerseite (Rx), indem Sie auf die Taste “Tx=>Rx" klicken.

Stellen Sie in der abgebildeten Signalstruktur am Schieberegler eine Last von 10% oder
14,98 MBit/s ein.

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit “OK”.

Die gewiunschte ATM-Signalstruktur ist nun aktiviert.

10.Dricken Sie die Symboltaste “ON” im “Toolbar”.

— Der Testkanal ist nun zugeschaltet und es werden Testzellen gesendet.
— Im abgeschalteten Zustand generiert der Sender nur Leerzellen.

Applikationen
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VI “ATM Traffic Analyzer”

1. Offnen Sie das VI “ATM Traffic Analyzer”.

2. Wahlen Sie im Men “View” die Auswahl “Cell Transfer Delay”.

— oder —

Klicken Sie auf die Symboltaste “CTD” im “Toolbar”.

Die Darstellung wechselt auf “Cell Transfer Delay”.

Stellen Sie das MefRintervall ein im Dialog “Cell Transfer Delay Setup”.
Aktivieren Sie im MenU “Settings” die Auswahl “Cell Transfer Delay ...".
— oder —

Klicken Sie auf die Symboltaste “SET".

Cell Transfer Delay Setup E

Class Width: |0.16 ps =]
Offset : |4999.68 ns

Measurement Interval :  4999.68 - 5020.16 ps

Ok I Cancel |

P w

Bild A-18  Dialog “Cell Transfer Delay Setup”

VI “Application Manager”

0 Starten Sie die Messung:
Betétigen Sie die Funktionstaste F5.
— oder —
Klicken Sie auf die Symboltaste “rote Ampel” im Fenster “Application Manager”

Hintergrund zu den Parametern MeR3intervall, Klassenbreite etc.

Ein MeRintervall ist stets in 128 Klassen unterteilt. Das bedeutet beispielsweise fir ein MeR3-
intervall von 1310 (s eine Laufzeit pro Kllasse von 10 ps (1310 pus / 128 = 10,23 ps). Die Anzahl
der Testzellen, deren Laufzeit innerhalb einer Klasse liegt, werden aufsummiert und als Balken
dargestellt. Erhéhen Sie die Klassenbreite, so vergréRern Sie damit automatisch das MeRinter-
vall. Damit verringern Sie aber automatisch die Auflésung des Histogrammes.

Um bei groRen Laufzeiten mit mdglichst kleinen Klassen zu arbeiten, benutzen Sie den Offset-
Wert. Er ermdglicht Ihnen eine Verschiebung lhres Messbereiches. Allerdings missen Sie ab-
schétzen, in welchem Bereich Sie Ihre MeRwerte erwarten. Die Wahl des Offset erfolgt nicht
automatisch.

A-11
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Analyse

Die Darstellung erfolg im VI “ATM Traffic Analyzer” als Histogramm. Fir jede Klasse in der min-
destens eine Zelle gezéahlt wurde erscheint ein Balken.

ATM Traffic Analyzer M= B3
Wiew Unit Cursor Zoom Y¥-Scale  Settings  Print Help
£ [se1]
(e[ ce] % | [osm] [ov] [ ] < > [ 1] [Z] 2] v-Scate:  [198]uN]
¥PI: 0 YCI: 32
Events
1.0EHI06
#.0EHI0S o
6.0E-+HI0S
4.0E-HIDS o
2.0EHI0S5 o
0.0E-+HI00 e T T 1
oo 51 10.2 154 0.5
[ps]
Yiew : Cell Transfer Delay

Bild A-19  Ergebnisanzeige im Fenster “ATM Traffic Analyzer”

Cursorauswertung

O Klicken Sie auf das “CSR"-Symbol im “Toolbar”.
Es 6ffnet sich das unten dargestellte Fenster mit den numerischen Angaben der Cursor-Po-

sition
Cell Transfer Delay Cursor Position E

Class Width : 016 ps

Class Interval : 416 - 4.32 ps
Class Index : 26
Class Count : 796264

Bild A-20  Anzeigefenster “Cell Transfer Delay Cursor Position” des “ATM Traffic Analyzers”

Die Cell Delay Variation (CDV) kann aus der Darstellungsart “Cell Transfer Delay” bestimmt
werden. Aus dem Histogramm laf3t sich die Peak-to-peak-CDV ableiten, die der 2-Point-Cell-
Delay-Variation nach ITU-T 1.356 entspricht. Mit der Auswerteart CDV stehen folgende Ergeb-
nisse zur Verfiigung:

* die minimale Zellaufzeit

¢ die maximale Zellaufzeit

¢ die mittlere Zellaufzeit

die 2-Punkt Zellaufzeit-Verteilung (2-point CDV)

A-12 Applikationen



ANT-20SE

ATM Optionen 1 | | | | I

Applikationen

ATM R

Cell Delay Results E

CDY
’7 2-point CD¥pp : 1.76 ps ‘

Cell Transfer Delay Results

Min CTD : 3.36 ps
Max CTD : 512 p=
Mean CTD : 4.03 ps

Ewents
20EHI07

1 6E+007
1.2E+007 -
2 0E+006
40E+006 -
0.0E+000 i :
00 3277

RRRN
]

Peak-to-peak-CDV

Bild A-21  Anzeigefenster “Cell Delay Results” des “ATM Traffic Analyzers” und
Definition der Peak-to-peak CDV
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4 ATM Latency Test mit Hintergrundlast
(ATM Background Generator)

nur BN 3035/90.70

4.1 MelRaufbau und Beschreibung

Dieser Test wird durchgefihrt, um zu testen, in welchem Male sich die Durchlaufzeit der Zellen
durch eine ATM-Vermittlungsstelle erhdht, wenn die Belastung dieser durch Verbindungsanfor-
derungen erhdht wird. Als Referenzwert gilt der MeRwert aus der Messung “ATM Latency Test
fur ATM switch”. Um diese Messung durchzufihren missen Sie vorher eine Konfiguration in der

Vermittlungsstelle herstellen, wie sie oben dargestellt ist.

ATM switch under test

7 TX STM-1

———————————— In
il Cut e
| wrwwwwws)

=R=1=R=F-F-]-J=]-]-]-} RX T

_

| Total load
1.2 Ghit/s

149 bbits with
10 CBR streams
running in fiber

]

Bild A-22  MeRaufbau fir ATM Latency Test (ATM - Switch) mit Hintergrundlast

4.2  Switch Konfiguration

1. Schalten Sie im ATM switch auf eine unidirektionale virtuelle Verbindung, wie oben darge-

stellt.
2. Stellen Sie sicher, dal3 der Switch die PCR von 149,76 Mbit/s akzeptiert (353209 Zellen pro

Sekunde) z.B. CBR Kontrakt: PCR = 15 Mbit/s.
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4.3 Applikationseinstellung am ANT-20SE

Bendtigte Vls:

» Signal Structure

* ATM Signal Structure

* ATM Traffic Analyzer

» ATM Background Generator

O Figen Sie im “Application Manager” die benétigten VIs in die Liste der benutzten Vis ein. lhr
“Application Manager” enthalt mindestens folgende Instrumente:

Sl | [Ew % 8| BEITEY 07 mia5s | of [01h:00m Fl

Bild A-23  “Minibar” (Application Manager) nach Auswahl der Vis

4.4 Messung

Applikationen

Beispiel

Lasttest einer ATM-Vermittlungsstelle

Settings

VIs “Signal Structure” und “ATM Signal Structure”

Die Einstellungen der beiden Vls bleibt unverandert.

VI “ATM Background Generator”

Der “ATM Background Generator” ist ein unabhangiger Zellgenerator mit dem Sie Ihren eige-
nen Hintergrundverkehr definieren. Der ATM-Verkehr besteht aus einer oder mehreren Zellse-
quenzen.

1. Aktivieren Sie das VI “Background Generator” im “Application Manager”.
2. Klicken Sie auf die Symboltaste “New” im Feld “Sequence Control”.
Es o6ffnet sich das Fenster “Sequence Editor-NONAME™".
Sie haben hier die Moglichkeit Einstellungen fir eine Sequenz vorzunehmen. Sie kénnen
dabei den Inhalt des Kopffeldes der ATM-Zellen beeinflussen. Beachten Sie dabei, dal3 es
reservierte Werte fur VCI/VPI gibt.
3. Stellen Sie im Feld “Sequence” folgende Parameter ein:
— die Anzahl der Wiederholungen einer Zelle
— die Anzahl der darauf folgenden Leerzellen je Sequenz
— die Anzahl der Wiederholungen der Sequenz
4. Bestatigen Sie lhre Eingaben mit “OK”.
Sie werden nun aufgefordert, der Sequenz einen Namen zu geben (z.B. “testl”).
Der Name erscheint in der Liste “Cell Sequence” im Hauptfenster.

A-15
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A-16

Sequence Editor - ‘'MONAME" x|
—Header -5

Edit " Hex (* Dec Cell repetition:

|1
View Az & UNI  MHNI Post Cell idle: ||]
|1
Il] hex

Ll Ll Lol

GFC: |0 WHE I[l Sequence repetition:

VLI IU - Payload

PT: |u_ CLP: |u_ Payload fill byte:

GFC: Range D-15

oK | Lancel |

Bild A-24  Dialog “Sequence Editor” des Fensters “ATM Background Generator”

Weitere Sequenzen erstellen

Fur diese Messung benétigen Sie insgesamt 9 Sequenzen mit unterschiedlichen VCI/VPI-Wer-
ten. Dadurch erzeugen Sie 9 verschiedene virtuelle Kanéle.

1. Klicken auf die Taste “New”.
2. Wiederholen Sie die Erstellung weiterer Sequenzen geman Pkt. 1 bis 4 der vorherigen Seite
(siehe “Sequence Editor”).

Hintergrundverkehr definieren und aktivieren

Durch Einfligen der erstellten Sequenzen aus der Liste “Cell Sequence” in die “Transmit List”,
definieren Sie den Hintergrundverkehr (siehe Bild A-25).

1. Markieren Sie die erste Sequenz, die eingefiigt werden soll (z.B. “sequ_1").
2. Klicken Sie auf die Taste “Add >>".
Die Sequenz wird in die Transmit List eingetragen.
3. Fugen Sie die weiteren Sequenzen gemaf Pkt. 1 und 2 ein.
4. Aktivieren Sie den Hintergrundverkehr, indem Sie auf das “ON"-Symbol im “Toolbar” klicken.

Sie werden aufgefordert die Einstellungen abzuspeichern. Geben Sie dazu einen Namen ein
(z.B. “trafficl”).

Applikationen
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Messung starten (VI “Application Manager”)

O Dricken Sie die Funktionstaste F5.

—oder —

Dricken Sie das Symbol “griine Ampel”.

ATM Background Generator - HONAME
Traffic  Transmit Database Help

¢ Cl=d) (v 7]

= E3

— Cell 5equence

sequ_1
sequ_2
sequ_3
sequ_4
sequ_ 5
sequ_b
sequ_7

se?u ]

i

 List Control

Inzert >»

=

<< Remove

—Sequence Control

Modify...

Copy...

s

Delete

— Transmit List ﬁ

sequ_1
sequ_2
sequ_3
sequ_4
sequ_ 5
sequ_b
sequ_7

se?u ]

Bild A-25  Fensters “ATM Background Generator”

Analyse

O Aktivieren Sie das Fenster des VI “ATM Traffic Analyzer”.

ATM R

Bei der Analyse der MeRergebnisse wird auf dieselbe Art und Weise verfahren, wie bei der Re-

ferenzmessung vorher. (ATM Latency Test fir ATM-Switchs))

Die Abspeicherung der MelRergebnisse zur weiteren Verarbeitung in “EXCEL” erfolgt im Menu
“Print” in der Auswahl “Export ...” im CSV-Format.

Applikationen
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5 Sensor Test - Loss of Cell Delineation (LCD)

nur BN 3035/90.70

5.1 MelRaufbau und Beschreibung

ATM switch
X
il - B
ooooooooooo ‘
PVC
Cell sync alarm!

- LCD
congecutive

HCOR

*/&onsecutive

comect HEC

Cell delineation state diagram
Bild A-26  MeRaufbau fir Loss of Cell Delineation Sensor Tests

Ziel dieses Tests ist es, nachzuweisen dal3 die Alarm- und Fehlersensoren einer ATM-Vermitt-
lungsstelle erwartungsgeman (nach ITU-T oder ATM-Forum) funktionieren. Bei einem LCD-
Alarm hat ein System die Zellstrom-Synchronisation verloren. Das Synchronisieren und die
Uberwachung des Zellenstromes erfolgt tiber einen Zustands-automaten der in der ITU-T Emp-
fehlung 1.432 spezifiziert ist.

Bei der Einfiigung eines einfachen LCD-Alarms sendet der ANT-20SE hintereinander 7 Zellen
mit Headerfehlern. In diesem Fall muf3 der ATM-Switch einen LCD-Alarm fiir den Port aus-wei-
sen. Die Einfugedauer 1aRt sich auf 6 Zellen mit Headerfehler begrenzen. In diesem Fall muf3
der Switch synchronisieren.

5.2  Switch Konfiguration
1. Schalten Sie eine unidirektionale permanente Verbindung mit konstanter Bitrate durch den
Switch.

2. Stellen Sie sicher, daRR die PCR (Peak Cell Rate) 10 % der Kanalkapazitat ausmacht (in Zel-
len pro Sekunde).
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5.3 Applikationseinstellung

Bendtigte Vls:

Signal Stucture

ATM Signal Structure
Anomaly and Defect Insertion
Anomaly and Defect Analyzer

O Figen Sie im “Application Manager” die benétigten VIs in die Liste der benutzten Vis ein. lhr
“Application Manager” enthalt mindestens die folgenden Instrumente:
e Bl | 1T el [E4) & | BT [01m:45s | of [01h:00m &l

Bild A-27  “Minibar” (Application Manager) nach Auswahl der Vis

5.4 Messung

Settings

VI “ATM Signal Structure”

1.
2.

kw

ATM Structure E

Offnen Sie das Fenster “ATM Signal Structure”.

Wahlen Sie im Meni “Edit” die Auswahl “ATM Structure ...".

— oder —

Klicken Sie im “Toolbar” auf das entsprechende Symbol.

Sie aktivieren damit das Fenster “ATM Structure”.

Klicken Sie im Feld “ATM SDU” auf die Taste “Testcell”.

Klicken Sie im Feld “Performance Measurement” auf “Error-Related Performance”.

. Ubernehmen Sie die Einstellungen der Senderseite auf die Empfiangerseite, indem Sie auf

die Taste “Tx => Rx” klicken.

. Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit “OK”
. Stellen Sie im Anzeigefenster eine Last von 10 % ein (Symbol “CBR”").

Edit ATM SDU Circuit Emulation Settings

Mo | || = | B
S |

Performance Measurement

Testcell

TX => R¥ | Cell Transfer Delay |
0K | Cancel | | Etrerficlated Porfomance

Bild A-28  Dialog “ATM Structure” im Fenster “ATM Signal Structure”

Applikationen
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VI “Anomaly and Defect Insertion”

Offnen Sie das Fenster “Anomaly and Defect Insertion”.
Klicken Sie auf das “ATM"-Symbol im “Toolbar”.

Klicken Sie auf das “Defects”-Symbol im “Toolbar”.
Waéhlen Sie im Feld “ATM” den Punkt “LCD” aus.

Waéhlen Sie im Feld “Insertion” den Punkt “single” aus.
Stellen Sie sicher, dal3 im Feld “Duration” die Zahl 7 steht.

o gk wNE

Messung starten (VI “Application Manager”)

O Dricken Sie die Funktionstaste F5.
— oder —
Driicken Sie das Symbol “griine Ampel”.

Ed Anomaly/Defect Insertion = B3

Inzedion  Wiew Help

g SDHIPDHIHTN

— Defect
~ATM————— ~PLCP———
 Va-AIS LT
IS ¢ Vy-RDI IRAI
 VP-RDI
 VC-AIS
" VC-RDI
_ = Duration
9 o I? cells
Crepetitive
" single = Feriod
|33 cells

Bild A-29  Fenster “Anomaly/Defect Insertion”
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Analyse: VI “Anomaly/Defect Analyzer”

ATM Optionen 1 | | | | I

ATM R

Der ATM-Switch muf3 einen LCD-Alarm ausweisen, in die Gegenrichtung einen VP-RDI-und

VC-RDI-Alarm senden und sich wieder synchronisieren.

1. Offnen Sie das Fenster des “Anomaly and Defect Analyzer”.

Sie kdnnen in der Histogramm-Darstellung den Alarm “VP-RDI” und “VC-RDI” leicht erken-

nen (siehe Bild A-30).

2. Offnen Sie das Fenster “Anomaly and Defect Insertion” und &ndern Sie im Feld “Duration”

die Zahl 7 in 6.

3. Starten Sie die Messung erneut.

Bei ordnungsgemafer Funktion mul3 diesmal der LCD-Alarm ausbleiben. Der ATM-Switch
bleibt im synchronisiertem Zustand.

Anomaly/Defect Analyzer M= B3
Wiew Seftings  Cursor  Filter Zoom  Help
£ =B () (=) (e Q> i ]z] (2]
Defects [ 1
& Anomalies (" Defects @Al C User
Code H B
FAS-STM _I
B1
B2
MS-REI
AU-PJE
AU-HOF
R ¥ =
 Anomalies ¥ Defects @Al C User
AP-ROTC T a
LCD T
VP-AIS B
VC-AIS 1
VP-RDI ______________ e
VC-RDI __________ I
OCLR i Il
OCMR '} x|
19:13:30 30 40 50 00 10 20 30
Date: 04.09.97 Time: 19:14:19 Timebase: sec
BT |

Bild A-30  Fenster “Anomaly/Defect Analyzer”
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6 Messung der CLR bei variabler Zellrate (VBR Traffic)

nur BN 3035/90.70

6.1 MelRaufbau und Beschreibung

ATM switch
B | - - —
OooDooDooOooOoo ‘
RX PVCC

Bild A-31  MeRaufbau fiir Cell Loss Ratio-Messungen

Die Cell Loss Ratio (CLR) gehdrt zu den Quality of Service-Parametern . Die CLR beschreibt
das Verhéltnis der Summe der verlorenen Zellen zu der Summe der Ubertragenen Zellen.

6.2  Switch Konfiguration

1. Schalten Sie eine unidirektionale permanente Verbindung mit variabler Bitrate durch den
Switch.
2. Konfigurieren Sie einen VBR Kontrakt fir die Verbindung.

6.3  Applikationseinstellung

Benotigte Vis

e Signal Structure

e ATM Signal Structure

e ATM Traffic Analyzer

¢ Anomaly and Defect Analyzer

O Figen Sie im “Application Manager” die benétigten VIs in die Liste der benutzten Vis ein. lhr
“Application Manager” enthalt mindestens die folgenden Instrumente:

2] e e = 8 | BT [01m:45s | of [01h:00m a

Bild A-32  “Minibar” (Application Manager) nach Auswabhl der Vis
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6.4 Messung

Applikationen

ATM R

Settings

1. Offnen Sie das Fenster “ATM Signal Structure”.
2. Wahlen Sie im Meni “Edit” die Auswahl “ATM Structure ...".
— oder —
Klicken Sie im “Toolbar” auf das entsprechende Symbol.
Sie aktivieren damit das Fenster “ATM Structure”.
3. Klicken Sie im Feld “ATM SDU” auf die Taste “Testcell”.
4., Klicken Sie im Feld “Performance Measurement” auf “Error-Related Performance”.
5. Ubernehmen Sie die Einstellungen der Senderseite auf die Empfangerseite, indem Sie auf
die Taste “Tx => Rx” klicken.
6. Bestétigen Sie lhre Eingaben mit “OK".
7. Wahlen Sie im Menu “Traffic” die Auswahl “VBR” aus.
8. Wahlen Sie Im Meni “Traffic” die Auswahl “Set VBR ..."” aus.
Es 6ffnet sich der Dialog “VBR”.

e i ] Contract parameters:
Entry——— [ Seltings
" Cell Parameters Peak Cell Rate % PCR Peak Cell Rate
Mean Cell Rate % E SCR Sustainable Cell Rate
Burst Size Cells MBS Maximum Burst Size
Burstperiod Cells
ITI Cancel |

Bild A-33  Dialog “VBR” des Fensters “ATM Signal Structure”

9. Stellen Sie im Feld “Settings” folgende Parameter ein:
die zulassige Spitzenzellrate “Peak Cell Rate” (PCR)
die zulassige Zellrate “Mean Cell Rate” (MCR)

die Burst-Lange

die Burst-Periode

10.Bestéatigen Sie lhre Eingaben mit “OK”.

Die eingestellte Mean Cell Rate spiegelt sich in der Anzeige der ATM Signal Structure wieder.

Messung starten (VI “Application Manager”)

O Dricken Sie die Funktionstaste F5.
— oder —
Dricken Sie das Symbol “griine Ampel”.

Hintergrund zu den Parametern: PCR, MCR, Burst L&nge, etc.

Mit den nachfolgenden Parametern definieren Sie lhre variable Last auf dem Testkanal:

» die zulassige Spitzenzellrate (PCR)
» die zulassige Zellrate (MCR)

» die Burst-Lange

» die Burst-Periode

A-23
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Das nachste Bild soll Ihnen die Bedeutung der Parameter verdeutlichen: Alle Parameter stehen
miteinander in Verbindung.

O Stellen Sie zuerst die Peak Cell Rate ein.
Diese Zellrate entspricht der Burst-Last.

Die Mean Cell Rate entspricht der durchschnittlichen Zellrate. Sie ist somit direkt abh&ngig vom
Verhéltnis der Burst-Lange zur Burst-Periode. Wollen Sie beispielsweise eine Mean Cell Rate
erhalten, die 50% der Peak Cell Rate entspricht, so muf3 die Burst-Periode doppelt so grof3 sein
wie die Burst-Lange.

Burst load
Example: B0%

Idle cellz Burst cells

i

-
Burst length [size)

i

Burst period

- -

Bild A-34  Defintion der Burst period, Burst length etc.

Analyse

1. Offnen Sie das Fenster “Anomaly and Defect Analyzer”.
2. Wahlen Sie im Menl “View” die Auswahl “Table”.
— oder —
Klicken Sie auf das entsprechende Symbol im “Toolbar”.
Die Darstellung der MeRergebnisse erfolgt jetzt in tabellarischer Form.
Hier finden Sie im Falle von Zellverlusten eine genau Angabe des CLR-Wertes.

Applikationen
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Technische Daten

Diese technische Daten umfassen die Option BN 3035/90.70 (ATM-Funktionalitat).
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ATM R

Die technischen Daten der “ATM-Mappings” sind in der Bedienungsanleitung BN 3035/98.15

beschrieben.

1 ATM-Sendeteil

1.1 Scrambling

Das Scrambling erfolgt nach der ITU-T-Empfehlung 1.432 (X43+l). Die Funktion ist abschaltbar.

1.2 Fehlereinblendung (Anomalien)

Zusatzlich zu den Fehlerarten, die in den “Technische Daten” des Grundgeréats beschrieben
werden, kdnnen folgende Anomalien eingeblendet werden.

Fehlerart Single Rate! Sensor-Schwellen

Anomalie
Min N

HEC uncor.? ja 1E-2 bis 1E-6 M =1 bis 31
N=M+1bisM+ 31

HEC cor.® ja 1E-2 bis 1E-6 M =1 bis 31
N=M+1bisM+ 31

AAL-1 Cell loss | ja 1E-3 bis 1E-6 -

AAL-1 CRC ja 1E-3 bis 1E-6 -

AAL-1 PE ja 1E-3 bis 1E-6 -

1 Mantisse: nur 1, Exponent: -1 bis -6 (Ganzzahlen)

2 nicht korrigierbare Headerfehler

3 korrigierbare Headerfehler

Tabelle TD-1

Einstellbare Fehlerarten (Anomalien), zusatzlich zum Grundgerat

Die Fehler AAL-1 Cell loss, AAL-1-CRC und AAL-1-PE beziehen sich auf den MelRkanal. Fehler
im Testmuster (TSE) werden in die ATM-Payload bzw. in die AAL-1-Payload des Testkanals

eingeblendet.

Korrigierbare und nicht korrigierbare Headerfehler werden in den Gesamtzellenstrom einge-

blendet.

Technische Daten
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1.3 Alarmerzeugung (Defekte)

Zusétzlich zu den Alarmtypen, die in den “Technische Daten” des Grundgeréts beschrieben
sind, kénnen folgende Defekte erzeugt werden.

Defekt Test Sensor-Funktion | Single
Ein/Aus

Lcb? ja ja

VP-AIS ja ja

VP-RDI ja ja

VC-AIS? ja ja

VC-RDI® ja ja

Vx-AIS* ja ja

Vx-RDI* ja ja

1 LCD (Loss of Cell Delineation) wird durch nicht korrigierbare
Headerfehler in = 7 aufeinanderfolgenden Zellen erzeugt.

2 AIS: Alarm Indication Signal; VC: Virtual Channel; VP: Virtual
Path

3 RDI: Remote Defect Indication

4 Bei Vx-AIS bzw. Vx-RDI werden die Alarme in VP und VC paral-
lel eingeblendet.

Tabelle TD-2  Einstellbare Alarmtypen (Defekte), zusétzlich zum Grundgerat

Bei aktivierter Einblendung von VC-AIS oder VP-AIS wird der Testkanal abgeschaltet.

TD-2 Technische Daten
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1.4 Testkanal

Technische Daten

ATM R
Zellen
Header
UNINNI, VCILVPL PTUund CLP. .o e einstellbar
HEC . wird automatisch gebildet
Payload
Quasizufallsfolgen . ............ ... .. ... . ..., PRBS 11, PRBS 15, PRBS 20, PRBS 23
DIgItAIWOIT. . . o o 16 Bit
Lastprofile
Constant, Equidistant, Burst
Lastprofil Constant
Lasteinstellung . . .. ... ..o e 0,01% bis 100%
Auflésung: abhangig von eingestelltem Lastbereich
0,009 biS 0,9900 . . .o i it 0,01%
0,000 DIS 9,000 . ...ttt 0,1%
1O DIS 1000 . ..ttt e 1%
Einstellbereich Equidistant
Zellabstand. . .. ... 1 bis 10000 Zellzeiten
Auflésung: abhangig von eingestelltem Zellabstandsbereich
LIS L00. . .ot 1 Zellzeit
10 DIS 1000, . .ottt e e e 10 Zellzeiten
100 BiS 10000. . . .ottt 100 Zellzeiten
Einstellbereich Burst
Maximale Burstlange . . ... 1023 Zellen/2,79 ms
BUrstlast . . . ... 0 bis 100%
AUflOSUNG . . . .. abhangig von der Burstlange
Maximale Burstperiode. . . ... 32767 Zellen/89 ms
Einheiten flr Last . . . .. ... Mbit/s, Cells/s, %
Einheiten flr Zeit . .. ... . us, Zellzeit

TD-3
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1.5 Hintergrundlast

1.6  Flllzellen

Die Hintergrundlast wird mit Sequenzen speicherbasierend erzeugt. Der Vordergrundverkehr
(Testkanal) hat Prioritéat.

Header. . ... frei einstellbar
Payload . ...... .. .. . byteweise konstant, Byte frei einstellbar
Maximaler Wiederholungsfaktor fur Lastzelle (n1) . ............ ... ... ... ... 255
Maximale Anzahl der Leerzellen nach Lastzelle (nN2) ........... ... ... ... ... .. ... 1023
Maximaler Wiederholungsfaktor fiir Sequenz

(nl Lastzellen, n2 Leerzellen) . .. ..ot e e 255
Maximale Anzahl der SEqQUENZEN . . . . ...t 200

Der Zellstrom wird mit IDLE-Zellen oder UNASSIGNED-Zellen aufgefillt. Die Funktion ist um-
schaltbar.

1.7 AAL-1-Segmentation

TD-4

Im Testkanal kénnen in der AAL-1-PDU Signale mit den Systembandbreiten
1,5 Mbit/s, 2 Mbit/s, ... gesendet werden.

Mogliche Payloadmusterbei 2 Mbit/s ... ... .. i i PRBS unframed,
PRBS in PCM30,
PRBS in PCM30CRC

Technische Daten
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2 ATM-Empfangsteil

2.1 Descrambling

Das Descrambling erfolgt nach der ITU-T-Empfehlung 1.432 (X*3+1).
Die Funktion ist abschaltbar.

2.2 MeRarten

2.2.1 Fehlermessung (Anomalien)

ATM Optionen 1 | | | | I

ATM R

Zusatzlich zu den Fehlermessungen, die in Kapitel 2.3.3 “Technische Daten” des Grundgeréts
beschrieben werden, kénnen folgende Anomalien ausgewertet und angezeigt werden.

Anomalie LED Erlauterung

HCOR - Correctable Header Error

HUNC - Uncorrectable Header Error

CER - Cell Error Ratio

CLR - Cell Loss Ratio rE:ﬁtl Messungen
CMR - Cell Misinsertion Rate Testzellen
AAL-1-CRC - AAL1 CRC Error

AAL-1-PE - AAL1 Parity Error *'\JAeei séﬁhgjé ]
AAL-1-CLR - AAL1 Cell Loss Ratio

AAL-1-CMR - AAL1 Cell Misinsertion Rate
Tabelle TD-3  Anzeige und Auswertung von Anomalien

Die Fehler HUNC, HCOR beziehen sich auf den kompletten Zellstrom, alle anderen Fehler hin-

gegen auf den Mel3kanal.

Technische Daten
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2.2.2 Alarmerkennung (Defekte)

Zusétzlich zu den Alarmerkennungen, die in Kapitel 2.3.1 “Technische Daten” des Grundgerats
beschrieben werden, kdnnen folgende Defekte ausgewertet und angezeigt werden.

Defekt LED Erlauterung

LCD LOF/LCD Loss of Frame/Loss of Cell Delineation

OCLR - Cell Loss Overflow?! bei Messungen
— mit Testzellen

OCMR - Cell Misinserted Overflow?

VC-AIS - Virtual Channel Alarm Indication Signal

VC-RDI - Virtual Channel Remote Defect Indication

VP-AIS - Virtual Path Alarm Indication Signal

VP-RDI - Virtual Path Remote Defect Indication

AAL-1-00S - AAL1 Out of Sync

1 Mehr als 255 Zellverluste in 100 ms oder relativ zur letzten Testzelle

2 Mehr als 255 falsch eingefugte Zellen in 100 ms oder relativ zur letzten Testzelle

Tabelle TD-4  LED-Anzeigen der zusatzlichen Alarme

2.2.3 ATM-Performance-Messungen

Error Related Performance Parameter

Die Messung erfolgt mit Testzellen.

MelRergebnisse

Lost Cell Count, Cell LoSS Ratio . . ...t e e CLR
Misinserted Cell Count, Cell Misinserted Rate ............. ..o, CMR
Error Cell Count, Cell Error Ratio . ... ..ot e CER

Cell Transfer Delay

Die Zellaufzeitmessung erfolgt mit Testzellen.

ANZEIgE . o o Haufigkeitsverteilung
AUFIOSUNG. . . .o 160 ns bis 0,355 s
MeBbereich . . .. ... 20 ps bis 42,9 s
MeRbereichsoffset. . . ... ... 0 bis 0,167 s
EINNeit . .. e e us

Zellen mit Laufzeiten aul3erhalb des MeRbereichs werden in Klasse 0 (underflow) oder Klasse
127 (overflow) gezahilt.

TD-6 Technische Daten
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Cell Delay Variation
Die Zellaufzeitabweichung wird mit Testzellen gemessen.
ANZEIgE . . Haufigkeitsverteilung,
minimale Zellaufzeit,
maximale Zellaufzeit,
mittlere Zellaufzeit,
2-Punkt-CDV (Peak-to-peak-CDV)
Die Ergebnisse sind nur gultig, wenn keine Laufzeiten auf3erhalb des Mel3bereichs erkannt wur-
den.
2.2.4  Nutzkanalanalyse und Lastmessung

Technische Daten

Zellenfilter (VCI, VPI) zur Extraktion des Testkanals.
Das VCI-Filter ist abschaltbar.

Durchschnittszellrate

Die Messung erfolgt parallel Gber alle Verbindungen und gleichzeitig im Testkanal.

MeRBintervall . . ... 1ls
AUTIOSUNG . . o o 0,01%
Lastanzeige

Einheit . ... Mbit/s, Cells/s, %
SKallerung . . ... linear, logarithmisch
Spitzenzellrate

Die Messung erfolgt im Testkanal.

MeRRintervall . . . ... 1ls
AUTOSUNG . . .o e e 0,1%
Lastanzeige

Einheit ... Mbit/s, Cells/s, %
SKalierung . ... linear, logarithmisch

TD-7



1 | | | | | ATM Optionen ANT-20SE

TD-8

Kanalauslastungshistogramm

MeBintervalle . . . ... 100 ms
Anzahl der KIassen . . .. ... 101
Klasse “0” enthalt die Anzahl der 100-ms-MeRintervalle, in denen 0% Last gemessen wurde.

KIaSSENDIEIte. . . . e 1%
LaStanzZeige . . . . oo Mbit/s, Cells/s, %

Zellverteilung im Nutzkanal

Darstellung der Zellen im Nutzkanal klassifiert nach Nutzzellen, OAM-Zellen und Nutzzellen mit
markierter CLP.

MeRintervalle . . . ... .. 1ls
ANZEIgE . . oo Zellenanzahl

Testzellenformat

Scrambled part Scrambled  x%+ x%+1
Sequence Time
number stamp 0 0 CRC 16
3 bytes 4 bytes 38 bytes 1 byte 2 bytes

Test cell payload

Bild TD-1  Testzellenformat nach ITU-T O.191 (Draft 4/95)

Technische Daten
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2.25 AAL-1 Reassembly

Das Reassembling von AAL-1-strukturierten Zellen erfolgt aus der SAR-PDU; das Format istim
Bild unten ersichtlich. Die Fehlermessung “TSE” wird mit gerahmten oder ungerahmten Quasi-
zufallsfolgen (PRBS) durchgefuhrt, die in der SAR-PDU-Payload gemappt wurden.

Fur Fehlermessungen stehen folgende Payloadmuster zur Verfiigung:

* PRBS ungerahmt
* PRBS in PCM-30-Rahmen
* PRBS in PCM-30-Rahmen (CRC-codiert)

SN SNP SAR-PDU payload
4 bits 4 bits 47 bytes
SAR-PDU
header
SAR-PDU
SN: Sequence Number PDU: Protocol Data Unit
SNP: Sequence Number Protection SAR: Segmentation and Reassembly

Bild TD-2 SAR-PDU-Format fiir AAL-1-Zellen

Technische Daten TD-9
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ANT-20SE

Fir den ANT-20SE wurden Hard- bzw. Software-Options-Pakete gebildet.
Zuordnung der Baugruppen und Software ANT-20SE — ANT-20/ANT-20E:

Baugruppe/Software Baunummer (BN) | 4quivalente
ANT-20SE Options-Baunummer (BN)
Grundgerat SDH 3060/01 3035/41 bzw. 3035/21
+ 3035/92.15
+ 3035/93.11
+ 3035/90.01
Grundgerat SONET 3060/02 3035/42 bzw. 3035/22
+ 3035/92.15
+3035/93.11
+ 3035/90.10
. | Extended SDH Testing 3060/90.01 3035/90.02, 3035/90.03,
© 3035/90.04, 3035/90.05,
& 3035/90.06, 3035/90.15
©
5 Extended SONET Testing 3060/90.02 3035/90.11, 3035/90.12,
o 3035/90.13, 3035/90.03,
% 3035/90.15
o
S Add SONET 3060/90.03 3035/90.10, 3035/90.11,
=z | (Ergédnzung SONET fiir SDH-Grundgeréat) 3035/90.12, 3035/90.13,
< 3035/90.34
Add SDH 3060/90.04 3035/90.01, 3035/90.02,
(Ergédnzung SDH fiir SONET-Grundgeréat) 3035/90.04, 3035/90.05,
3035/90.06, 3035/90.33
Drop&Insert (Through mode, 3060/90.10 3035/90.20
Block&Replace)
PDH MUX/DEMUX (64/140) 3060/90.11 3035/90.30
M13 MUX/DEMUX 3060/90.12 3035/90.32
~ | STM-1, OC-1/3 1310 nm 3060/91.01 3035/90.43 + 2 Adapter
=
g STM-1, OC-1/3 1310 nm & 1550 nm 3060/91.02 3035/90.45 + 2 Adapter
8 STM-1/4, OC-1/3/12 1310 nm 3060/91.11 3035/90.46 + 2 Adapter
g STM-1/4, OC-1/3/12 1310 nm & 1550 nm 3060/91.12 3035/90.48 + 2 Adapter
E Optischer Leistungsteiler 3060/91.05 3035/90.49 + 3 Adapter
n
=% | OC-12c BULK 3060/90.90 3035/90.90
joN
O | oc-12¢ Virtual concat. 3060/90.92 3035/90.92
Tabelle E-5 Zuordnung der Options-Pakete
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Baugruppe/Software Baunummer (BN) | &quivalente
ANT-20SE Options-Baunummer (BN)
STM-16, OC-48 1550 nm 3060/91.50 3035/91.53 + 2 Adapter
STM-16, OC-48 1310 nm 3060/91.51 3035/91.54 + 2 Adapter
STM-16, OC-48 1310 nm & 1550 nm 3060/91.52 3035/91.59 + 2 Adapter
STM-16, OC-48 15... nm spezial 3060/91.53 3035/90.38 + 2 Adapter
X | OC-48c BULK 3060/90.93 3035/90.93
8 Paket: STM-0/1/4/16 1310 nm + Concat. 3060/90.55 3035/90.46, 3035/91.54,
< 3035/90.90, 3035/90.93,
; + 4 Adapter
5 | Paket: STM-0/1/4/16 1550 nm + Concat. 3060/90.56 3035/90.47, 3035/91.53,
X 3035/90.90, 3035/90.93,
o
5 + 4 Adapter
Paket: STM-0/1/4/16 1310 nm & 1550 nm | 3060/90.57 3035/90.48, 3035/91.59,
+ Concat. 3035/90.90, 3035/90.93,
+ 4 Adapter
Paket: STM-0/1/4 1310 nm 3060/90.58 3035/90.46, 3035/91.53,
STM-16 1550 nm + Concat. 3035/90.90, 3035/90.93,
+ 4 Adapter
Paket: 0.172 Jitter/Wander bis 155 Mbit/s | 3060/91.30 3035/90.81, 3035/90.85,
N 3035/90.82, 3035/90.86
N~
8 Paket: 0.172 Jitter/Wander bis 622 Mbit/s | 3060/91.31 3035/91.31
@ | Paket: 0.172 Jitter/Wander bis 2488 Mbit/s | 3060/91.32 3035/91.32
~ | MTIE/TDEV Analyse - 3035/95.21
(Bestandteil von 3060/91.30 bis 91.32)
ATM Basic 3060/90.50 3035/90.70
ATM Comprehensive 3060/90.51 3035/91.80
Add ATM SDH 3060/90.52 3035/90.72, 3035/90.74,
= 3035/90.75, 3035/90.77,
K 3035/90.33
Add ATM SONET 3060/90.53 3035/90.71, 3035/90.73,
3035/90.76, 3035/90.34,
OC-12c ATM Testing 3060/90.91 3035/90.91
Fernsteuerung V.24 3035/91.01
Fernsteuerung GPIB 3035/92.10
Remote Operation Modem 3035/95.30
5 Remote Operation LAN/PCMCIA 3035/95.31
§ PDH/SDH NEXT Expert 3035/95.40
=]
N | CATS Test Sequencer 3035/95.90
LabWindows/CVI Treiber 3035/95.99
Kalibrierbericht 3035/94.01
Transportkoffer 3035/92.03
Tabelle E-5 Zuordnung der Options-Pakete
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